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Przedmiotem wynalazku jest sposb jednoczesnego po-
miaru pochodnej rezystywnosci i drogi dyfuzji nadmia-
rowych nosnikéw tadunku w pélprzewodnikach oraz
urzadzenie do stosowania tego sposobu. Wynalazek znaj-
duje szczegélnie korzystne zastosowanie przy badaniu
struktur pétprzewodnikowych, wnetrza przyrzadéw pol-
przewodnikowych, jak tez uktadéw scalonych.

Pomiar pochodnej rezystywnoéci opiera si¢ na bada-
niu objetosciowego zjawiska fotowoltaicznego. Zjawisko
to polega na powstawaniu napigcia fotoelektrycznego w
o$wietlonym p6lprzewodniku o zmiennej koncentracji
no$nik6w tadunku.

Pomiar dtugosci drogi dyfuzji polega na wprowadze-
niu no$niké6w nadmiarowych, a nastgpnie badaniu w
stanie ustalonym ich rozkladu przestrzennego przy za-
lozeniu, iz rozklad ten zalezy jedynie od sposobu ge-
neracji i warunkéw rekombinacji w badanym obszarze.
Chcac otrzymaé¢ droge dyfuzji bedaca miernikiem para-
metréw rekombinacyjnych materialu, a wigc niezalezna
od jego niejednorodnosdci, trzeba albo znaé wartos¢
‘wewngetrznego pola elektrycznego i zmierzyé efektywna
droge dyfuzji, albo wykonaé pomiar w obszarze o do-
statecznie malej niejednorodnosci.

Ze znanych sposobéw pomiar6w wlasciwosci materia-
16w polprzewodnikowych najbardziej korzystnym sposo-
bem sa pomiary fotoelektryczne. Dzigki specyfice zja-
wisk fotowoltaicznych, powstajacych na niejednorodno-
dciach poélprzewodnikéw zapewniaja one lepsza, niz in-
ne sposoby, mozliwo$é poznania wartos$ci wewngtrznego
pola elektrycznego. Dodaé réwniez nalezy, iz pomiary
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te wyrézniaja si¢ duza zdolnoécia rozdzielcza i nie-
niszczacym charakterem.

Znane dotychczas sposoby pomiaréw fotoelektrycznych
przewidywaly pomiar drogi dyfuzji metodami catkowy-
mi. Pomiar punktowy dlugoéci drogi dyfuzji wymagat
jednak uzycia dwu Zrédel promieniowania o réinym
sktadzie widmowym. Szczegélnie wuciazliwy do spel-
nienia byt wymég, aby sonda $wietlna byla dokladnie
ustawiona dla dwu Zrédet $wiatta.

Znane sa réwniez urzadzenia do pomiar6w fotoelek-
trycznych zaopatrzone tylko w jedno, podstawowe Zro-
dio $wiatla oraz odpowiedni zestaw filtréow dla wytwo-
rzenia dwéch wiazek promieniowania o dostatecznie
rézniacych si¢ dtugosciach fali.

Opisane, znane sposoby i urzadzenia do ich stoso-
wania obarczone byly powaznymi niedogodnosciami.
Przede wszystkim wystgpowaly ograniczenia w uzyska-
niu dostatecznie duzej mocy promieniowania na malym
obszarze o$wietlonym $§wiattem monochromatycznym.
Ograniczalo to znacznie mozliwo§¢ prowadzenia pomia-
réw na bardzo matych obszarach, gdzie wymagane by-
loby formowanie sondy $wietlnej o $rednicy nawet
mniejszej od dwu dtugosci fali stosowanego promienio-
wania. Stosowanie dwu Zrddet $wiatla oprécz wymie-
nionych wad wprowadzato do pomiaru blad wynikajacy
z niedokladnego nakladania obu plamek $wietlnych.

Niedogodnoséci znanych sposobéw wytknety cel dla
tworczego rozwiazania zagadnienia pomiaru wlasciwosci
materiatéw p6lprzewodnikowych przy wykorzystaniu ob-
jetosciowego zjawiska fotowoltaicznego, jakie powstaje



63528

3
w pélprzewodniku niejednorodnym pod wptywem wiaz-
ki fotonéw.

Wytyczony cel osiagnigty zostal w sposobie wedtug
niniejszego wynalazku, a to dzigki temu, Ze sond¢ $wietl-
na formuje si¢ z promieniowania lasera zlaczowego, po
czym mierzy si¢ sil¢ fotoelektromotoryczna w badanym
pSlprzewodniku przy dwéoch dlugosciach generowanej
fali, zmieniajac dlugo$¢ fali przez zmian¢ temperatury
pracy lasera zlaczowego, a dlugosé drogi dyfuzji obli-

cza si¢ ze wzoru:
E
ETz

przy-caym.L = .oznacza dlugos¢ drogi dyfuzji nadmia-
rowych “notnikéw, fadunku w centymetrach, E — site
fbtoelektromotoryczna W voltach, T — temperature pracy
lasera w stopniach Kelvma (°K).

; Formoﬁime sondy ‘sw1ctlnej z promieniowania lase-
rowego,-Zmion! W«dhigoﬁé emitowanej fali przez zmia-
n¢ temperatury jego pracy, eliminuje w peini stosowa-
nie dwoch zrddet $wiatlta. Dodatkowe korzysci, to moz-
liwo§¢ rozszerzenia zakresu pomiaréw pochodnej rezy-
stywnoséci w dwu kierunkach: w kierunku pomiaru jak
najmniejszych niejednorodnosci péiprzewodnika i w kie-
runku wykrywania niejednorodnosci na mozliwie ma-
lych obszarach. W pierwszym przypadku rozszerzenie
zakresu wynika z ogromnych mozliwosci zwigkszania
mocy sondy. W drugim przypadku wielko$¢ obszaru,
na ktérym mozna jeszcze wykryé niejednorodnosé son-
da $wiatta koherentnego, jest ograniczona dtugoécia fali
stosowanego promieniowania i, jak stwierdzono, jego
§rednica nie moze praktycznie zej§¢ ponizej dwu diu-
gosci tej fali. Skupienie na tym obszarze odpowiednio
wigkszej, niz to bylo dotychczas, mocy — ma wiec
niepoélednie znaczenie.

Stosowanie sposobu wedlug wynalazku umozlmna po-
nadto, dostosowanie do pomiar6w promieniowania o ta-
kiej dtugosci fali, by na okreélenie gradientu opornosci
wlasciwej jak najmniej wplywaly niedoskonatosci obréb-
ki powierzchni, a w szczegdlnosci nieréwnomierny roz-
kiad predkosci rekombinacji powierzchniowej.

Do stosowaiiia sposobu wedlug wynalazku przezna-
czone jest urzadzenie, bedace réwniez przedmiotem ni-
niejszego wynalazku, przedstawione schematycznie na
rysunku.

Urzadzenie wedlug wynalazku sklada si¢ z lasera zl3-
czonego 1 umieszczonego w naczyniu Devara 2 zaopa-
trzonym w pompe¢ préiniowa 3. Laser zlaczowy 1 zasi-
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lany jest z zasilacza 4. Chlodzenie lasera 1 odbywa si¢
jednym ze znanych sposob6w, korzystnie ciekiym azo-
tem. Regulacj¢ temperatury przeprowadza sig¢ urzadze-
niem 5, ktorego elektrody doprowadzone s3 do lasera
zlaczowego 1. Urzadzenie wedlug wynalazku posiada
uktad optyczny 10 do formowania sondy §wietlnej oraz
obserwacyjny mikroskop 6 z przetwornikiem podczer-
wieni 7. Pod obiektywem mikroskopu 6 jest stolik ma-
nipulacyjny z uchwytem dla zamocowania prébki 9. Do
zaciskow probki 9 podliaczony jest miernik 8 wielkosci
sily elektromotoryczne;j.

Dziatanie urzadzenia wedlug wynalazku jest w zasa-
dzie swej podobne do znanych tego typu urzadzen po-
miarowych zawierajacych dwa podstawowe Zrédla $wia-
tta. Specyficzne jest tu natomiast operowanie zrédiem
Swiatla polegajace na kontrolowanej zmianie tempera-
tury pracy lasera zlaczowego 1 i dokonywanie pomia-
réw dla dwoch okreslonych czestotliwosci promienio-
wania wynikajacych z rdznic temperatury. Jak zazna-
czono juz, korzystne jest uzycie do chlodzenia cieklego
azotu.

Zastrzezenia patentowe

1. Sposéb jednoczesnego pomiaru pochodnej rezystyw-
noéci i drogi dyfuzji nadmiarowych nosénik6w tadunku
w poélprzewodnikach, znamienny tym, ze sond¢ $wietlna
formuje si¢ z promieniowania lasera zlaczowego, po
czym mierzy si¢ sila fotoelektromotoryczna w badanym
polprzewodniku przy dwoéch dlugosciach generowanej
fali, zmieniajac dlugo$¢ fali przez zmiang¢ temperatury
pracy lasera zlaczowego, a dtugosé drogi dyfuzji obli-
cza sie ze wzoru:

przy czym L — oznacza diugoé¢ drogi dyfuzji nadmia-
rowych no$niké6w ladunku w centymetrach, E — sil¢
fotoelektromotoryczna w voltach, T — temperatur¢ pra-
cy lasera zlaczowego w stopniach Kelvina.

2. Urzadzenie do stosowania sposobu wedtug zastrz. 1,
skladajace si¢ z podstawowego Zrodla $wiatta, ukladu
optycznego formujacego sonde $wietlna oraz mikrosko-
pu obserwacyjnego z obrazowym przetwornikiem pod-
czerwieni, znamienne tym, Ze jako podstawowe Zrédio
$wiatla ma laser zlaczowy (1) umieszczony w naczyniu
Devara (2) zaopatrzonym w regulator temperatury (5).



Kl. 21 e, 3122 63528 MKP G 011, 31/22

L] |
NS £
——:—i $ I X
\/ 1 ‘
1 10 }
|
#
L ]
/




	PL63528B1
	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS
	DRAWINGS
	DESCRIPTION


